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ES 2523321 T3

DESCRIPCION
Dispositivo de medicion de la posicion y procedimiento para la medicion de la posicion

La invencion se refiere a una instalacion de medicién de la posicion para la determinacién de la posicién absoluta de
acuerdo con el preambulo de la reivindicaciéon 1 asi como a un procedimiento para la mediciéon de la posicion
absoluta de acuerdo con la reivindicacion 7.

En muchos campos se emplean cada vez mas instalaciones de mediciéon de la posiciéon absoluta, en las que la
informacién de la posicion absoluta se deriva de una pista codificada con elementos de cédigo dispuestos unos
detras de los otros en la direccion de la medicion. Los elementos del cddigo estan previstos en este caso en
distribucion pseudo-aleatoria, de manera que un numero determinado de elementos de cddigo sucesivos forman en
cada caso un patrén binario. En el caso de un desplazamiento de la instalacién de exploraciéon frente a la pista
codificada en un Unico elemento de cdédigo, se forma ya un nuevo patrén binario y esta disponible sobre toda la zona
de medicion a registrar de forma absoluta una secuencia de patrones binarios diferentes.

Un codigo secuencial de este tipo se designa cono codigo de cadena o como codigo pseudo-aleatorio (PRC).

En el documento GB 2 126 444 A se describe una instalacién de medicion de la posicion con un codigo de este tipo.
La informacion para cada elemento de cédigo de este codigo se calcula a través de la comparacion de la sefial de
exploracion del elemento de cédigo con un valor de referencia predeterminado. Se forma un “0” légico cuando la
sefial de exploracion se encuentra por debajo del valor de referencia previsto y se forma un “1” légico cuando la
sefal de exploracion se encuentra por encima del valor de referencia previsto.

Una instalacién de posicionamiento con una codificacion Manchester se describe en el documento DE 102 44 235
A1. Esta instalaciéon de posicionamiento presenta un cédigo, que esta constituido por una secuencia de elementos
de cddigo dispuestos unos detras de los otros en la direccion de medicion, estando constituido cada elemento de
coédigo de nuevo, respectivamente, por dos zonas parciales, que son complementarias entre si y que estan
dispuestas de forma sucesiva en la direccion de medicion. Este cddigo es explorado por una instalacion de
exploracién por medio de varios elementos de deteccién. En una instalacidon de comparacion se forma en cada caso
a partir de las sefiales de exploracién de las zonas parciales de un elemento de cdédigo un resultado de la
comparacion y se verifica con una instalacion de verificacion si el resultado de la comparacion esta por encima o por
debajo de un valor de referencia predeterminado fijamente y en funcién de ello se deriva para el elemento de cédigo
correspondiente como informacién un valor binario “0” o “1”. Adicionalmente, se verifica si el resultado de la
comparacion esta dentro o fuera de una zona predeterminada por otro valor de referencia. En funcién de este
resultado de la verificacion se deriva otra informacion para el elemento de cédigo. Si el resultado de la verificacion
esta dentro de la zona predeterminada, se genera una sefial de error para el elemento de codigo correspondiente,
que indica que el valor binario derivado de este elemento de codificacién no es fiable.

En este caso se predetermina fijamente el valor de referencia para la formacién del valor binario. También se
predetermina fijamente una vez la zona para la verificacion de la fiabilidad del valor binario.

Esto tiene el inconveniente de que en el caso de una reduccién de las amplitudes de las sefiales de exploracion
analdgicas durante el funcionamiento se generan cada vez mas sefiales erroneas.

Una instalacion de medicion de la posicion con un cédigo en serie o bien secuencial se describe también en el
documento JP 1-318920 A. El cddigo esta constituido por dos pistas de cddigos dispuestas paralelas entre si. Una
de estas pistas de codigos presenta una secuencia, dispuesta en la direccion de medicion, de elementos de codigos,
que forman sobre toda la zona de medicién patrones binarios diferenciables univocamente entre si. Los elementos
de cadigo de la segunda pista de codigo dispuesta adyacente estan configurados inversamente a los elementos de
codigo de la primera pista de cédigo y se calcula un bit “0” o “1” de un elemento de cddigo, respectivamente, a
través de la formacion de la diferencia de los elementos de cadigo adyacentes entre si y configurados inversos entre
si.

En el documento EP 0 841 538 B1 se publica una medida para adaptar el umbral de comparacion para las sefiales
de exploracién del codigo en serie a las condiciones del entorno. A tal fin, esta previsto un detector, que explora un
lugar por encima del cédigo secuencial y suministra una sefal, con la que se adapta el umbral de comparacion.

En este caso es un inconveniente que los estados detectados a través de este detector adicional no corresponden a
los estados en el lugar del cadigo y, por lo tanto, se pueden producir interpretaciones erréneas de los elementos de
caédigo.

Por lo tanto, la invencién tiene el cometido de crear una instalacion de medicién de la posicién absoluta, con la que
se genera una posicion absoluta correcta con alta fiabilidad y en la que la disponibilidad y la fiabilidad son muy altas.

Este cometido se soluciona por medio de las caracteristicas de la reivindicacion 1.
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La invencion tiene, ademas, el cometido de indicar un procedimiento para la determinacion de una posicién absoluta,
con el que se posibilita una generacion lo mas libre de errores posible de la posicion absoluta.

Este cometido se soluciona con las caracteristicas de la reivindicacion 7.

Un aspecto de la invencion es que el cédigo estd constituido por una secuencia irregular de campos con
propiedades inversas entre si (por ejemplo, campos transparentes y no transparentes o campos magnéticos y no
magnéticos) y en este caso cada elemento de codigo se forma solamente por un Unico campo. Entonces la
instalacion de medicion de la posicion presenta las siguientes caracteristicas:

- un codigo, que esta constituido por una secuencia de elementos de codigos dispuestos unos detras de los
otros en la direccion de medicién X, en el que varios elementos de codigos sucesivos forman,
respectivamente, una palabra de codigo con una informacion de la posicion absoluta;

- una instalacion de exploracion con una unidad de detector con varios elementos detectores para la
exploracion de los elementos de cddigos que forman, respectivamente, una palabra de cédigo y para la
formacién de al menos una sefial de exploracion analdgica dentro de un elemento de cddigo,
respectivamente;

- una unidad de evaluacién con instalaciones de evaluacién, en la que, respectivamente, a una de las
instalaciones de evaluacion es alimentada la al menos una sefial de exploracion de un elemento de cédigo,
y con la que se puede formar una informacién para el elemento de cédigo correspondiente a través de la
comparacion de la sefial de exploracién con al menos un valor de referencia, en el que a partir de la
informacion de la pluralidad de elementos de codigo explorados se puede derivar la informacion de la
posicion absoluta;

- al menos una instalacion de adaptacién para la determinaciéon del valor de referencia en funcién de al
menos una de las sefiales de exploracion de los elementos de cédigo.

El procedimiento que debe realizarse con ello se define en este caso a través de las siguientes etapas del
procedimiento:

- exploracién de un codigo, que esta constituido por una secuencia de elementos de cadigo dispuestos unos
detras de los otros en la direccion de medicion, en el que varios elementos de cédigo sucesivos forman,
respectivamente, una palabra de codigo con una posicién absoluta;

- generacion de al menos una sefial de exploracion analdgica dentro de cada elemento de cédigo explorado;

- comparacion de la sefial de exploracién con al menos un valor de referencia, y formacion de una
informacion para el elemento de cadigo respectivo en funcién de ello, y

- determinacion del valor de referencia en funciéon de al menos una de las sefiales de exploracién de los
elementos de codigo.

En este caso, el valor de referencia es un umbral de disparo y se verifica a través de la comparacion si la amplitud
momentanea de la sefial de exploracion esta por encima o por debajo del umbral de disparo. En funcion de ello se
asocia al elemento de codigo correspondiente el valor digital “0” o “1” como informacion.

Otro aspecto de la invencion es que el cédigo esta constituido por una secuencia de elementos de cédigo dispuestos
unos detras de los otros en la direccion de medicidon, de manera que cada elemento de cédigo esta constituido de
nuevo, respectivamente, por dos zonas parciales, que presentan propiedades inversas entre si. Las zonas parciales
inversas entre si estan dispuestas en este caso de forma sucesiva en la direcciéon de medicién o estan dispuestas
adyacentes entre si transversalmente a la direcciéon de medicion. Entonces la instalacion de medicion de la posicion
presenta las siguientes caracteristicas:

- una instalacién de exploracién con varios elementos detectores para la exploracion de varios elementos de
cédigos y para la formacion de al menos una sefial de exploracion analdgica dentro de cada zona parcial de
los elementos de cédigo explorados;

- una unidad de evaluacién con instalaciones de evaluacién, en la que, respectivamente, a una de las
instalaciones de evaluaciéon estan alimentadas las sefiales de exploracion de las zonas parciales del
elemento de cadigo, y con la que se puede verificar si un resultado de la comparacion, respectivamente, de
las sefiales de exploracion de las zonas parciales de un elemento de codigo esta por encima o por debajo
de al menos un valor de referencia y con la que, en funcion de ello, se puede formar una informacion para
el elemento de cédigo correspondiente, en la que

- la unidad de evaluacién comprende una instalacion de adaptacion para la determinacion del valor de
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referencia en funcion de la amplitud de la sefial de al menos una de las sefiales de exploracion.

El procedimiento, que se puede realizar con esta instalacion de medicién de la posicién, para la medicion de la
posicion absoluta presenta las siguientes etapas del procedimiento:

- exploracién de un codigo, que esta constituido por una secuencia de elementos de cadigo dispuestos unos
detras de los otros en la direccion de medicion, en el que los elementos de cédigo estan constituidos,
respectivamente, por dos zonas parciales, que son complementarias entre si;

- generacion de al menos una sefial de exploracion analdgica dentro de cada zona parcial de los elementos
de codigo explorados;

- formacion, respectivamente, de un resultado de la comparacion a través de la comparacion de las sefiales
de exploracion de las zonas parciales de un elemento de cédigo entre si;

- verificaciéon de si el resultado de la comparacion esta por encima o por debajo de al menos un valor de
referencia, y formacién de una informacion para el elemento de cddigo respectivo en funcion de ello, siendo
determinado el valor de referencia en funcién de la amplitud de al menos una de las sefiales de
exploracion.

En este caso, el valor de referencia puede ser solamente un umbral de disparo, y se verifica a través de la
comparacion si la diferencia de las amplitudes momentaneas de las sefiales de exploracion de las dos zonas
parciales esta por encima o por debajo del umbral de disparo. En funcién de ello, se asocia al elemento de cédigo
correspondiente el valor binario digital “0” o “1” como informacién. Adicionalmente, el al menos un valor de referencia
puede definir una zona y a través de la comparacion se verifica si la diferencia de las amplitudes momentaneas de
las sefales de exploracién de las dos zonas parciales esta dentro de esta zona. Si la diferencia esta dentro de esta
zona, se genera como informacion un mensaje de error para el elemento de codigo correspondiente. El mensaje de
error se genera cuando la diferencia no alcanza un valor determinado a través del valor de referencia. EI mensaje de
error es un indicio de que el valor binario generado es poco fiable. A través de la prevision de varios valores de
referencia se puede determinar también el grado de fiabilidad de un valor binario.

Otras configuraciones ventajosas de la invencion se indican en las reivindicaciones dependientes.
A continuacion se explica en detalle la invencion con la ayuda de los dibujos, en los que:

La figura 1 muestra una instalacion de medicion de la posicion en representacion esquematica.
La figura 2 muestra el principio de una verificacion de errores.

La figura 3 muestra las sefiales para la verificacion de errores segun la figura 2 y

La figura 4 muestra otra instalacion de medicion de la posicion.

La invencién se describe con la ayuda de un codigo C, en el que cada elemento de cédigo C1, C2, C3 esta
constituido por dos campos parciales o bien zonas parciales C1A, C1B; C2A, C2B asi como C3A, C3B configurados
inversos o bien complementarios entre si. Estos campos parciales pueden estar dispuestos adyacentes entre si
transversalmente a la direccion de medicion X, o de manera especialmente ventajosa pueden estar dispuestos de
forma sucesiva en la direccion de medicion X, como se representa en el ejemplo. Las zonas parciales se designan
por razones de claridad mas adelante sdlo todavia con Ay B.

Los elementos de codigo estan configurados en esta disposicion a contrafase, de tal manera que al menos sobre la
longitud, respectivamente, de una zona de exploracion, a partir de la cual se obtiene el valor de referencia descrito
todavia mas adelante en detalle, existe una relacion al menos aproximadamente igual de propiedades
complementarias entre si. A través de la disposicién a contrafase se garantiza que la relacién sea siempre 1:1.

Pero la invencidon no esta limitada a este cdédigo especial, sino que se puede emplear también cuando cada
elemento de codigo esta constituido solamente por una de las dos propiedades complementarias entre si. Los
elementos de codigo se pueden disponer entonces de tal manera que sobre la longitud de una zona de exploracion
respectiva, a partir de la cual se obtiene el valor de referencia descrito mas adelante todavia en detalle, existe la
misma relacion de las dos propiedades complementarias entre si, es decir, elementos de cédigo con “0” légico y “1”
légico. Por lo tanto, en el caso de un cédigo explorable épticamente, existen tantos campos claros como campos
oscuros. Esto se consigue, por ejemplo, a través de la disposicion descrita en el documento EP 1 206 684 B1, en la
que varias palabras de codigos estan dispuestas encajadas entre si, estado insertados en la secuencia de los
elementos de cddigo de una palabra de cédigo unos elementos de cddigo de otra palabra de cédigo y siendo los
elementos de cddigo de una palabra de codigo complementarios de las palabras de cédigos de la otra palabra de
cédigo entrecruzada.
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En la figura 1 se representa de forma esquematica una instalacion de medicidon de la posicidon configurada de
acuerdo con la invencion. Esta instalacion de medicion de la posicion trabaja de acuerdo con el principio de
exploracion optica, en la que se explora un codigo C en el procedimiento al trasluz. Para la exploracion del cédigo C
sirve una instalaciéon de exploracion AE, que esta dispuesta de forma movil en la direccién de medicion X con
relacion al codigo C.

El cédigo C esta constituido por una secuencia, dispuestas de forma sucesiva en la direcciéon de medicién X, de
elementos de cédigo C1, C2, C3 de la misma longitud. Cada elemento de cadigo C1, C2, C3 esta constituido de
nuevo por dos zonas parciales A y B dispuestas de forma inmediatamente sucesiva adyacentes entre si de la misma
longitud en la direccion de medicion, que estan configuradas de forma complementaria entre si. Complementario
significa en este caso que poseen propiedades inversas, es decir, que en el caso del principio de exploracion optica
son transparentes y no transparentes o bien en la exploracion por incidencia de la luz son reflectantes o bien no
reflectantes.

El codigo secuencial C es explorado por la instalacion de exploracion AE, que contiene una fuente de luz L, cuya luz
ilumina a través de una lente de colimacion K varios elementos de codigo C1, C2, C3 sucesivos. La luz es modulada
por el cédigo C en funcién de la posicion, de manera que detras del codigo C aparece una distribucién de la luz en
funcién de la posicién, que es detectada por una unidad de deteccion D de la instalacion de exploracion AE.

La unidad de deteccion D es un sensor de lineas o bien una matriz con una secuencia de elementos de deteccion
D1 a D11 dispuesta en la direccién de medicion X. A cada zona parcial A, B de los elementos de cédigos C1, C2, C3
esta asociado univocamente en cada posicion relativa al menos un elemento de deteccion D1 a D11, de manera que
en cada posicion relativa de la unidad de deteccion D frente al cédigo C se obtiene una sefial de exploracion
analdgica S1A a S3B desde cada zona parcial A, B. Estas sefiales de exploracion S1A a S3B son alimentadas a una
instalacion de evaluacion AW, que procesa, respectivamente, las dos sefales de exploracion S1A, S1B, S2A, S2B;
S3A, S3B de las dos zonas parciales C1A, C1B; C2A, C2B; C3A, C3B de un elemento de cddigo C1, C2, C3, en
particular las compara entre si y a través de esta comparacion genera para cada elemento de cédigo C1, C2, C3 una
informacion en forma de un valor digital o bien de un bit B1, B2, B3. Una secuencia de varios valores digitales B1,
b2, B3 da como resultado una palabra de cédigo CW que define la posicion absoluta. En el caso de un
desplazamiento de la unidad de deteccién D frente al codigo C en la medida de la anchura o bien de la longitud de
un elemento de cédigo C1, C2, C3 se genera una nueva palabra de codigo CW y a través de la zona de medicion a
medida de forma absoluta se forma una pluralidad de palabras de cédigo CW diferentes.

La figura 1 muestra una posicion momentanea del codigo C con relacion a la instalacion de exploracion AE. Los
elementos de deteccién D1 a D11 estan dispuestos sucesivamente a una distancia con la mitad de la anchura de
una zona parcial C1A a C3B del cédigo C. De esta manera se asegura que en cada posicion al menos un elemento
detector D1 a D11 esté asociado de una manera univoca a una zona parcial C1A a C3B y no explore una transicion
entre dos zonas parciales C1A a C3B. En la posicion representada se explora la zona parcial C1A desde el elemento
de deteccion D1 y se explora la zona parcial C1B desde el elemento de deteccion D3. Los elementos de deteccion
D1, D3 detectan la distribucion de la luz y generan en funcion de la intensidad de la luz una sefial de exploracion
analogica S1A, S1B proporcional a la intensidad de la luz. Puesto que las dos zonas parciales C1A y C1B estan
configuradas complementarias una de la otra, también la intensidad de las sefales de exploracion S1A y S1B es
inversa entre si, es decir, que los niveles de las sefiales estan muy distanciados entre si.

Esta distancia de la sefial es utilizada ahora para la generacion de la informacién binaria B, verificando cual de las
dos sefales de exploracion S1A, S1B del elemento de cédigo C1 es mayor. Esta verificacion se puede realizar a
través de la formacion del cociente o a través de la formacion de la diferencia. En el ejemplo se emplea la formacion
de la diferencia, a cuyo fin sirve de acuerdo con la figura 1, respectivamente, una instalacion de evaluacion T1, T5 y
T9. En el ejemplo de realizacion, la instalacion de evaluacion es, respectivamente, un médulo de disparo T1, T5, T9.
El médulo de disparo T1 genera B1=0, cuando S1A es menor que S1B y B1=1, cuando S1A es mayor que S1B. Por
lo tanto, se verifica si la diferencia es mayor o menor que un valor de referencia O, siendo en la comparacion mas
grande mas pequefio el valor de referencia O = 0. De la misma manera se obtienen informaciones binarias B2 y B3 a
través de exploracion de los elementos de codigo C2, C3 y la comparacion de las sefiales de exploracion analdgicas
S2A, S2B, S3A, S3B de las zonas parciales C2A, C2B, C3A, C3B, respectivamente, de un elemento de codigo C2,
C3 a través de otras instalaciones de evaluacion T5, T9.

A una primera secuencia de las zonas parciales A, B configurada complementaria entre si se asigna, por lo tanto, un
primer valor digital y a una segunda secuencia de las zonas parciales A, B, configuradas complementarias entre si
se asigna un segundo valor digital. En el ejemplo, a la secuencia opaco — transparente se asigna el valor O y a la
secuencia transparente — opaco se asigna el valor 1.

Puesto que las dos zonas parciales A y B de cada elemento de codigo C1, C2, C3 son complementarias entre si, la
distancia de interferencias de las sefiales de exploracion S1A, S1B asi como S2A, S2B y S3A, S3B es muy grande.
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Una modificacién de la intensidad de la luz de la fuente de luz L influye en las sefiales de exploracion S de las dos
zonas parciales A y B de la misma manera.

En virtud de la configuracion complementaria, respectivamente, de dos zonas parciales A, B de un elemento de
cédigo C1, C2, C3, en el modo de funcionamiento correcto de la instalacion de medicion de la posicién a través de la
exploracion de estas zonas parciales A, B se generan, respectivamente, sefiales de exploracion analdgicas S1A,
S1B; S2A, S2B; S3A, S3B, cuya diferencia excede en cuanto al importe un valor de referencia V. A través de la
observacion de este valor de la diferencia es posible una buena verificacion de errores. La base de esta verificacion
es que se puede partir de que en el caso de que no se alcance el valor diferencial en un importe predeterminado, la
informacion binaria B1, B2, B3 es insegura y, por lo tanto, se genera para esta informacién binaria B1, B2, B3 una
sefial de error F o en lugar de la informacion binaria B1, B2, B3 se genera solamente una sefal de error F.

El principio de la generacion de la sefal de error F se representa en la figura 2 con la ayuda de las sefiales de
exploracion S1A y S1B. Las sefiales de exploracion S1A y S1B del elemento de cddigo C1 son alimentadas a la
instalacion de evaluaciéon T1. La instalacion de evaluacion T1 compara S1A y S1B a través de la formacion de la
diferencia (S1A — S1B) y verifica si el importe de la diferencia excede o no excede en cuanto al importe un valor de
referencia V. Cuando el importe de la diferencia (S1A — S1B) no excede el valor de referencia V, es decir, que esta
dentro de la zona predeterminada a través del valor de referencia de —V a +V, se emite una sefal de error F. En la
figura 3 se representan estas relaciones de las sefiales.

La funcion de la comparacion de las sefiales de exploracion S1A y s1B asi como la funcion de la verificacion del
resultado de la comparacién esta integrada en comun en la instalacion de evaluacion T1. Las instalaciones de
evaluacioén configuradas como maédulos de disparo T1, T5, T9 son en este caso disparadores de ventana, llamados
también comparadores de ventana.

De acuerdo con la invencion, ahora esta prevista una instalacién de adaptacion R, con la que se determina esta
zona (-V a +V) en funcién de al menos una de las sefales de exploracion S1A a S3B. En el ejemplo segun la figura
1, la instalacion de adaptacion R sirve para la determinacion del valor de referencia, aqui especialmente de la zona
(-V a +V), en funcion de todas las sefiales de exploracion S1A a S3B, que contribuyen a la formacion de la palabra
de codigo CW. A tal fin, se suman las sefiales de exploracion S1A a S3B, que contribuyen a la formacion de la
palabra de cédigo C. Desde la instalacion de adaptacion R se determina un valor V proporcional a esta suma y, por
lo tanto, se emite el valor de referencia V, que determina la zona (de -V a +V) a las instalaciones de evaluacién T1,
T5, T9. La determinacion del valor de referencia V puede realizar funciones lineales o funciones no lineales, por
ejemplo:

V =P x (suma de todas las sefales de exploracién S1A a S3B) o
V = P x (suma de todas las sefiales de exploracion S1A a S3B)* o
V =P x (suma de todas las sefales de exploracion S1A a S3B) + K
Con P = factor de proporcionalidad y K = constante.

En el caso de una contaminacion del codigo C, se reducen las amplitudes de las sefiales de exploracion S1A a S3B,
con lo que se reducen también las diferencias de las sefiales de exploracion S1A, S1B; S2A, S2B asi como S3A,
S3B, respectivamente, de dos zonas parciales A, B de un elemento de cddigo C1, C2, C3. Para obtener a pesar de
todo en el caso de una influencia de este tipo de manera fiable una informacion de cédigo B1, B2, B3, se reduce el
valor V continuamente durante el funcionamiento, es decir, dinamicamente en particular de manera proporcional a la
reduccion de las amplitudes y de esta manera se reduce también la zona (-V a +V). La disponibilidad de la
instalacion de medicion de la posicion se eleva a través de esta medida, puesto que se generan menos sefiales de
error F. De este modo se reduce significativamente la probabilidad de un fallo de la instalacion de medicién de la
posicién y con ello se eleva la fiabilidad. Las sefiales de exploracion S1A a S3B sumadas son magnitudes eléctricas,
en particular corrientes eléctricas.

Para tener en cuenta influencias locales bien parciales, puede ser ventajoso que no todas las sefiales de exploracion
S1A a S3B encuentren aplicacion en la formacion del valor de referencia V u O. Por ejemplo, en una primera
instalacién de adaptacion se puede determinar un primer valor de referencia y, por lo tanto, una primera zona de las
sefiales de exploracion de una primera zona de exploracion del codigo C asi como en una segunda instalacion de
adaptacion se puede determinar un segundo valor de referencia y, por lo tanto, una segunda zona de las sefiales de
exploraciéon de una segunda zona de exploracion del cédigo C. El primer valor de referencia es alimentado a las
instalaciones de evaluacion, que evallan las sefiales de exploracién de la primera zona de exploraciéon o bien las
diferencias obtenidas a partir de ello. El segundo valor de referencia es alimentado a las instalaciones de evaluacion,
que evaluan las sefiales de exploracion de la segunda zona de exploracién o bien las diferencias obtenidas a partir
de ello. De esta manera se pueden determinar también con otras instalaciones de adaptacién para varias zonas de
exploracion del cédigo C valores de referencia locales individuales V y/u O, de manera que las zonas de exploracion
utilizadas a tal fin pueden presentar, respectivamente, las mismas o diferentes longitudes en la direccién de
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medicion X. Para cada elemento de cddigo individual se puede formar también un valor de referencia individual
solamente a partir de las sefales de exploracién de las dos zonas parciales de este elemento de cédigo.

Por razones de claridad se representan en la figura 1 solamente los médulos de disparo T1, T5, T9, a partir de los
cuales se forma en la posicion momentanea representada la palabra de cédigo CW. En la figura 4 se representa
ahora la disposicion completa de las instalaciones de evaluacion T1 a T12. En la posicion momentanea
representada entre la instalacion de exploracion AE y el codigo C, las salidas de las instalaciones de evaluacion T1,
T5 y T9 sirven para la formacion de la palabra de cédigo CW, puesto que los elementos detectores impares D1, D3,
D5, D7, D9 y D11 estan enfrente de zonas parciales A, B univocas de elementos de cddigos C1, C2, C3, como se
explica en detalle con la ayuda de la figura 1. En una posicién momentanea desplazada la mitad de la longitud de
una zona parcial A, B, las salidas de las instalaciones de evaluacién T2, T6 y T10 sirven para la formacion de la
palabra de cédigo VW siguiente, puesto que entonces los elementos detectores pares D2, D4, D6, D8, D10 y D12
estan enfrente de zonas parciales univocas A, B de elementos de cddigos C1, C2, C3.

Que instalaciones de evaluacion T1 a T12 para la formacion correcta de una palabra de cédigo CW encuentran
aplicacion se establece en una instalacion de evaluacion. Ejemplos para la configuracion y modo de funcionamiento
de esta instalacion de evaluaciéon W se describen en el documento DE 102 44 235 A1 ya mencionado, al que se
remite aqui.

El valor de referencia V se adapta de manera ventajosa en el funcionamiento de la instalacion de medicién de la
posicién de manera continua (dinamicamente, en linea) a las sefales de exploracion actuales del cédigo. Pero en el
caso de una sincronizacién economizadora de corriente de la instalacion de medicién de la posicion, puede ser
conveniente asumir el valor de referencia ya en un estado estable de la unidad de evaluacion. No sélo se asume el
valor de referencia que se encuentra al comienzo de un pulso de reloj, sino un valor de referencia que aparece mas
tarde en el pulso de reloj. También puede ser conveniente que el valor de referencia sea registrado en un instante
predeterminado del pulso de reloj, y este valor de referencia registrado sea utilizado hasta que se registre un nuevo
valor de referencia. En este caso también es posible formar el valor de referencia utilizado actualmente para la
formacion de la informacion a partir de varios valores de referencia calculados y registrados anteriormente, por
ejemplo a través de la formacion de un valor medio de varios valores de referencia calculados en los pulsos de reloj
precedentes.

Las dos zonas parciales A, B de cada elemento de cddigo C1, C2, C3 pueden estar configuradas de manera que
pueden ser exploradas 6pticamente, estando configurada entonces una zona parcial A transparente o reflectante
para la luz de exploracion y estando configurada la otra zona parcial B opaca o no reflectante. Pero la invencion no
esta limitada al principio de exploracién dptica, sino que los elementos de codigo pueden estar configurados también
de manera que pueden ser explorados magnética, inductiva o capacitivamente.

A través de la consideracion continua de las amplitudes de las sefiales momentaneas de las sefales de exploracion
S se adapta el valor de referencia +V, -V continuamente a las propiedades actuales del cédigo C. Se lleva a cabo
una especie de seguimiento o bien de regulacion posterior del valor de referencia +V, -V.

La instalaciéon de medicién de la posiciéon absoluta se puede emplear para la medicion de movimientos lineales o
rotatorios, de manera que el cédigo C es colocado en uno de los objetos méviles y la instalacion de exploracion AE
es colocada en el otro de los objetos a medir. El codigo C puede estar colocado en este caso directamente en el
objeto a medir o sobre una escala que esta acoplada entonces de nuevo con el objeto a medir.

Los objetos a medir pueden ser en este caso la mesa y el carro de una maquina herramienta, de una maquina de
medicion de coordenadas o el rotor o el estator de un motor eléctrico.
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REIVINDICACIONES
1.- Instalaciéon de medicién de la posicién con

- un cddigo (C), que esta constituido por una secuencia de elementos de cddigos (C1, C2, C3) dispuestos
unos detras de los otros en la direccion de medicion X, en el que varios elementos de cédigos (C1, C2, C3)
sucesivos forman, respectivamente, una palabra de cédigo (CW) con una informacién de la posicion
absoluta;

- una instalacion de exploracion (AE) con una unidad de detector (D) con varios elementos detectores (D1 a
D11) para la exploracion de los elementos de cédigos (C1, C2, C3) que forman, respectivamente, una
palabra de codigo (CW) y para la formacion de al menos una sefial de exploracion analdgica (S1A a S3B)
dentro de un elemento de codigo (C1, C2, C3), respectivamente;

- una unidad de evaluacién (AW) con instalaciones de evaluacion (T1 a T12), en la que, respectivamente, a
una de las instalaciones de evaluacion (T1 a T12) es alimentada la al menos una sefial de exploracion (S1A
a S3B) de un elemento de caédigo (C1, C2, C3), y con la que se puede formar una informacion (B1, B2, B3,
F) para el elemento de cédigo (C1, C2, C3) correspondiente por medio de al menos un valor de referencia
(+V, -V); caracterizada por al menos una instalacion de adaptacion (R) para la determinacion del valor de
referencia (+V, -V) en funcion de sefiales de exploraciéon (S1A a S3B) de los elementos de cédigo (C1, C2,
C3), en la que los elementos de cédigo (C1, C2, C3) presentan propiedades configuradas complementarias
entre si, y los elementos de cédigo (C1, C2, C3) estan configurados y dispuestos de tal manera que al
menos sobre la longitud de una zona de exploracién respectiva, a partir de la cual se obtiene el valor de
referencia (+V, -V), existe una relacion al menos aproximadamente igual de estas propiedades diferentes.

2.- Instalacion de medicion de la posicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque

- cada elemento de codigo (C1, C2, C3) esta constituido por dos zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A.
C3B), que son complementarios entre si;

- la unidad de detector (D) esta configurada para la exploracion de varios elementos de codigo (C1, C2, C3)y
para la formacion de al menos una sefal de exploracion (S1A a S3B) dentro de cada zona parcial (C1A,
C1B; C2A, C2B; C3A, C3B) de los elementos de cadigo (C1, C2, C3) explorados;

- respectivamente, a una de las instalaciones de evaluacion (T1 a T12) son alimentadas las sefiales de
exploracion (S1A a S3B) de las zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de un elemento de
cédigo (C1, C2, C3), de manera que con la instalacion de evaluacion (T1 a T12) se puede verificar si un
resultado de la comparacion, respectivamente, de las sefiales de exploracion (S) de las zonas parciales
(C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de un elemento de codigo (C1, C2, C3) se encuentra por encima o por
debajo del al menos un valor de referencia (+V, -V) y con la que se puede formar en funcion de ello la
informacion (B1, B2, B3, F) para el elemento de coédigo (C1, C2, C3) correspondiente.

3.- Instalacién de medicién de la posiciéon de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizada porque la instalacion de
evaluacion (T1 a T12) esta instalada para la formacion de la diferencia de las sefiales de exploracion (S1A a S3B) de
las dos zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de un elemento de cédigo (C1, C2, C3).

4.- Instalacién de medicion de la posicion de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores 2 a 3, caracterizada
porque la instalaciéon de evaluacion (T1 a T12) esta disefiada para emitir como informacién una sefial de error (F),
cuando la diferencia de las sefiales de exploracion (S1A a S3B) de las zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A.
C3B) de un elemento de cédigo (C1, C2, C3) esta dentro de una zona definida por al menos un valor de referencia
(+V, -V).

5.- Instalacion de medicién de la posicion de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores 2 a 4, caracterizada
porque las dos zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de un elemento de cadigo (C1, C2, C3) poseen
propiedades épticas complementarias entre si.

6.- Instalacion de medicién de la posicion de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque a la instalacion de adaptacion (R) se alimentan al menos las sefales de exploracion (S1A a S3B) de
elementos de codigos sucesivos (C1, C2, C3), que forman una palabra de cddigo (CW) y el valor de referencia (+V,
-V) es proporcional a la suma de las amplitudes de estas sefiales de exploracion (S1A a S3B).

7.- Procedimiento para la medicion de la posicion absoluta con las siguientes etapas del procedimiento

- exploracién de un codigo (C), que esta constituido por una secuencia de elementos de codigo (C1, C2, C3)
dispuestos en la direccion de medicion X, en el que varios elementos de cédigo (C1, C2, C3) sucesivos
forman, respectivamente, una palabra de cédigo (CW) con una posicion absoluta;
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generacion de al menos una sefal de exploracion (S1A a S3B) dentro de cada uno de los elementos de
cédigo (C1, C2, C3) explorados;

formacion de una informacién (B1, B2, B3, F) para el elemento de codigo (C1, C2, C3) respectivo a partir de
al menos una sefial de exploracion (S1A a S3B) por medio de al menos un valor de referencia (+V, -V),
caracterizado por la

determinacioén del valor de referencia (+V, -V) en funcién de sefiales de exploracion (S1A a S3B) de los
elementos de cadigo (C1, C2, C3), en la que el valor de referencia (+V, -V) se determina a partir de la suma
de las sefales de exploracion analdgicas de las zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de
varios elementos de codigos (C1, C2, C3).

8.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado por

la comparacion de la sefial de exploracion (S1A a S3B) con al menos un valor de referencia (+V, -V) y
formacién de una informacién (B1, B2, B3, F) para el elemento de cddigo (C1, C2, C3) respectivo en
funcion de ello.

9.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 7 6 9, caracterizado por

la exploracion de varios elementos de cédigo (C1, C2, C3), que estan constituidos, respectivamente, por
dos zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B), que son complementarias entre si;

la generacion de al menos una sefal de exploracion (S1A a S3B) dentro de cada zona parcial (A, B) de
estos elementos de codigo (C1, C2, C3);

la formacion, respectivamente, de un resultado de la comparacién a través de la comparaciéon de las
sefiales de exploracion (S1A a S3B) de las zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B),
respectivamente, de un elemento de coédigo (C1, C2, C3) entre si;

la verificacion de su el resultado de la comparacién esta por encima o por debajo de al menos un valor de
referencia (+V, -V), y la formacion de la informacion para el elemento de cédigo (C1, C2, C3) respectivo en
funcion de ello.

10.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 9, caracterizado porque la comparacion es una formacion de la
diferencia de las sefales de exploracion analégicas (S1A a S3B) de las zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A.

C3B).

11.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizado porque como informacion para el elemento
de codigo respectivo se forma una sefal de error (F), cuando la diferencia de las sefiales de exploracion de las
zonas parciales (C1A, C1B; C2A, C2B; C3A. C3B) de este elemento de cddigo (C1, C2, C3) esta dentro de una zona
predeterminada por al menos un valor de referencia (+V, -V).
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